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1- Réflectometre optique

2- Ellipsometre optique

3- Appareil de mesure plasma
4- Minispectrometres fibres

5- Applications couches minces
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1- Reflectometre optique (1)
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» Basée sur la mesure de franges d’interférences
» Plage d'analyse: 190 — 1700 nm

» Gouches : 10 nm a 250 ym

» Mesures sur empilement jusque 10 couches

» En transmission ou réflexion

» Vitesse d’analyse : de la ms a la seconde

» taille de spot : 400 um et 200 um en standard
(moins sur demande)
e » Options complémentaires

Figure 1 : Réflectometre en mode mesure en réflexion

NanoCalc-VIS NanoCalc-XR NanoCalc-DUV NanoCalc-NIR

SPECTROSCOPIC

Wavelength range 400 - 850 nm 250- 1050 nm 190 - 1100 nm 900 - 1700 nm
Thickness range 50 nm - 20 pm 10 nm - 100 pm 1 nm- 100 pm 100 nm - 250 pm
Optical resolution 0.1 nm 0.1 nm 0.1 nm 0.1 nm
Repeatability 0.3 nm 0.3nm 0.2nm 1nm
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1- Réflectometre optique (2) / ‘\ ’ D ’ L
\ ’ / FIBRES OPTIQUES

» Multiplexeur

» Support de mesure en transmission et réflexion
» Support pour surface courbe

» Module de cartographie

» Module microspot

~ » Pilotage en externe

OPTIONS

» Logiciel d’analyse pour la détermination

des parametres optiques : module SCOUT
Figure 2 : Réflectomeétre avec option cartographie
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2- Ellipsometre optique [
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» Basée sur la réponse en fonction de la polarisation
» Plage d’analyse: 300 — 1000 nm

» Gouches : 10 nm a 10 ym

» Mesures sur empilement jusque 25 couches

» En mode réflexion a angle fixe (a définir 65°a 75 °©)
» Vitesse d’analyse : de 7 a 13 secondes

» taille de spot : 400 um x 1200 pm en standard

Figure 3 : Ellipsométre optique

OPTIONS

» Module de cartographie
» Vidéo

» Logiciel d’'analyse SCOUT
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3- Appareil de mesure plasma [
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» Basée sur la mesure d’émission plasma

» Plage d’analyse: 200 — 1100 nm

» Vitesse d’analyse : de la ms a la seconde

» Résolution 1 nm

» Fonction de suivi de raies

» GontrOle, boucle de rétroaction, signaux d’alerte, etc

Figure 4 : Appareil de mesure plasma
OPTIONS

» Passage a vide
» Multiplexeur

» Bibliotheque d’analyse et de reconnaissance de raies : SPECLINE
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4- Minispectrometres fibres f ‘ ’ D ' L

FIBRES OPTIQUES
Offre Ocean Optics ’ / @
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5- Applications couches /< ‘\ TDJIL

minces ‘ ’ ’ FIBRES OPTIQUES
AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS

» systeme compact, bas colt

» Mesures sans contact et rapides

» Simple d’utilisation

» Systéme presse bouton (recettes pour non initiés)

EXEMPLES D’APPLICATIONS

» Mesure de multicouches : traitement anti reflet, anti salissure, etc
» Détermination de masque de photoresists
» Mesure sur wafer de silicium

» Etude de multicouches de matériaux mal connus
» Détermination de nouvelles formulations de dépbt de couches

» Spectroscopie d’émission optique
» Suivi de procédés de depodt de couches par plasma
» Nettoyage de surface - détection de fin d’attaque
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